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z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODUtU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

E-2122-1008-s4

Nazwa modutu

Systemy odporne na btedy

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Fault tolerant systems

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013 (aktualizacja 2017/2018)

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Informatyka

Poziom ksztatcenia

Il stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdino akademicki | praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

niestacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Systemy informacyjne

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Systemow Informatycznych,
Zaktad Informatyki

Koordynator modutu

Grzegorz Lukawski

Zatwierdzit:

Dziekan WEAIl ]
Dr hab. inz. Antoni Rézowicz, prof. PSk

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

nieobowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

[l lub 1V

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni lub zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Architektura systeméw komputerowych,
Programowanie systeméw rozproszonych,

Inzynieria programowania
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 4
Forma . . wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 18 9 9
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Zapoznanie z terminologig, miarami uszkodzen i klasyfikacjg systeméw odpornych na btedy.
Cel Kody detekcyjne i korekcyjne. Tolerowanie i maskowanie btedéw, nadmiarowosci.
modutu | Rozproszone systemy odporne na btedy. Btedy programowe. Redundancja programowa,
programowanie alternatywne, punkty kontrolne i systemy transakcyjne.
Symbol . prol\jvoar(;rgnia odniesier)ie do odniesier’ﬂe do
Efekty ksztalcenia . efektow efektow
efektu (w/éz/la/jp?/%ne) kierunkowych | obszarowych
Student potrafi wymieni¢ rodzaje btedow W K_Wo2, T2A_WO03,
W_01 |wystepujgcych w systemach komputerowych, K_W05 T2A_WO07
rozumie potrzebe zapewnienia odporno$ci na btedy.
Student zna podstawowe mechanizmy tolerowania W K_Wo2, T2A_WO03,
W_02 | bledow sprzetowych. K_W11 T2A_WO07,
T2A_WO05
Student zna podstawowe mechanizmy tolerowania w K_Wo02, T2A_W03,
W_03 | bledéw programowych. K_W11 T2A_WO07,
T2A_ W05
Student potrafi zaproponowac¢ metode zapewnienia L K_U01, T2A_UO01,
U o1 | odpornosci na btedy dla wybranego problemu K_U03, T2A_U03,
~ | sprzetowego lub programowego. K_U10, T2A_U11,
K_U13 T2A_U15
Student umie podzieli¢ problem programistyczny na P K_K02 T2A_KO03
K_01 |elementy i wspotpracowaé w grupie przy jego
implementaciji.

Tresci ksztatcenia:

1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu

Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéw
wyktadu ksztatcenia
dla modutu
1 Rodzaje bteddw, redundancja, odlegto§¢ Hamminga, rodzaje systeméw W_01
odpornych na btedy.
2-4 Metody detekc;ji i korekcji bteddéw sprzetowych. W_02
5-9 Metody detekc;ji i korekcji bledéw programowych. W_03
> Treseil lceni kresie &wi .
Odniesienie
N’r zajec Tresci ksztalcenia do efektoyv
éwicz. ksztalcenia
dla modutu
3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
L. Odniesiepie
er Zajec Tresci ksztatcenia do efektoyv
ab. ksztalcenia
dla modutu
1-2 Metody tolerowania btedéw sprzetowych — symulacja programowa. u_o01
3-4 Metody tolerowania btedéw programowych. u_o1

4. Charakterystyka zadan projektowych
Zadanie projektowe polega na przygotowaniu aplikacji realizujgcej wybrane algorytmy odpornosci
na bfedy programowe lub sprzetowe na drodze symulacji (U_01, K_01).

5 Charaktorvetd I i . zaied dvdakd |
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Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Kolokwium wykfadowe.

W 02 Kolokwium wykfadowe.

w o3 | Kolokwium wyktadowe.

U 01 Ocena zadan laboratoryjnych, kolokwium laboratoryjne.

k o1 | Ocena zadania projektowego.
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Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 18
2 | Udziat w ¢wiczeniach -
3 | Udziat w laboratoriach 9
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 6
5 | Udziat w zajeciach projektowych 9
6 | Konsultacje projektowe 4
7 | Udziat w egzaminie -
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 46
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,66
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 18
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen -
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 8
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 8
15 | Wykonanie sprawozdan 8
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium 8
17 | wykonanie projektu lub dokumentacji 15
18 | Przygotowanie do egzaminu -
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (sur?aS)
21 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 2.34
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta 111
23 Punkty ECTS za modut 4
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 51
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 1,84
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

E. LITERATURA
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Witryna WWW

modutu/przedmiotu

https://www.weaii-moodle.tu.kielce.pl/course/view.php?id=124
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